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W49a Astro-E2 塔載用X線望遠鏡の反射鏡単体での光学特性
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2005年度に打ち上げが予定されているX線天文衛星Astro-E2には、高い集光効率を持ち、中程度の角分解能
で結像をおこなう、多重薄板型 X線望遠鏡 (X-Ray Telescope以下 XRT)が 5台塔載される。現在、宇宙科学研
究本部に設置されている 30m X線ビームラインにて、XRTの地上較正試験が進行中である。この較正試験では、
性能の指標となる有効面積と結像性能に重点を置いた測定を行っている。ここで取得されたデータは XRTのマ
クロな光学特性を反映しており、後に、観測データから天体の情報を引き出すのに必要不可欠なXRTの応答関数
を作成する際に参照される。
しかし、正しいかつ精度の高いXRTの応答関数を作成するためには、そうしたマクロな特性だけでなく、反射
鏡単体の (ミクロな)光学特性も同時に知っていなければならない。我々は、同様に宇宙科学研究本部に設置され
ている 5mビームラインにて、反射鏡単体に関して、反射率 (反射率の入射角依存性)と反射プロファイル (反射
X線強度の角度依存性)を軸とした測定を行っている。XRTを構成する反射鏡単体の特性を定量的に抑え、その
結果をRay-Tracingシュミレータへと正確に取り込むことが、応答関数の精度の向上につながるからである。
反射率測定から得られたAstro-E2の反射鏡鏡面の表面粗さは 6[Å](preliminary)であった。また、反射プロファ
イルの測定結果を元に Ray-Tracingシュミレータへの組み込みを目的とした定式化を行った。本講演では、反射
鏡単体の反射率・反射プロファイル測定の内容と結果をAstro-Eのそれと比較をしながら報告する。


